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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotow

Status przedmiotu

Jezyk prowadzenia zajec

Usytuowanie modutu w planie studiéw - semestr

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE)

Liczba punktéw ECTS

g?c';w: dzenia zajeé wyktad éwiczenia laboratorium projekt Inne
Liczba godzin
w semestrze 30 0 15 15 0




EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztalcenia efektéw
efektu .
kierunkowych
Ma wiedze na temat wybranych zagadnien miernictwa:
wzorcow, czujnikow i przyrzadow pomiarowych wybra-
W01 | nych wielkosci fizycznych wykorzystujacych zjawiska ELE2_WO05
kwantowe, sposobdw rejestracji i gromadzenia informacji
i h
Wiedza pomiarowyc

Ma wiedze dotyczaca realizacji zadan pomiarowych w
programowo definiowanych systemach pomiarowych,
doboru i projektowania uktadéw pomiarowych do tych
zadan

w02 ELE2_WO04

W03 | Ma wiedze na temat badan nieniszczgacych materiatow ELE2_WO07

Umiejetnosci

Potrafi dobra¢ narzedzia pomiarowe i projektowac tory
uo1 pomiarowe do zadah miernictwa wykorzystujgcego czuj- | ELE2_U08
niki oparte na zjawiskach elektromagnetycznych

Potrafi testowac i wzorcowac specjalistyczne ukfady po-

uo2 ; o .
miarowe, narzedzia i systemy pomiarowe

ELE2_U07

Potrafi oszacowac¢ poziom zaktécen w torze pomiaro-
U03 | wym i zmniejszy¢ ten poziom do wymaganych wartosci, | ELE2_U12
uwzgledni¢ wptyw czujnika na obiekt pomiaru

Kompetencije
spoteczne

ma swiadomos$¢ odpowiedzialnosci za prace wtasng
oraz gotowo$¢ podporzadkowania sie zasadom pracy w
zespole i ponoszenia odpowiedzialnosci za wspdlnie re-
alizowane zadania

KO1 ELE2_KO02

TRESCI PROGRAMOWE

Forma
zajec*

Tresci programowe

wykfad

1-2. Mechanika kwantowa w metrologii

3-4. System miar i wzorce, kwantowy tréjkat metrologiczny, redefinicja jednostek
miar w uktadzie SI

5-6. Zjawisko Josephsona, kwantowe zjawisko Halla, kwantowe wzorce napiecia
elektrycznego i rezystanciji. Kwantowy wzorzec czestotliwos$ci

7. Pomiary parametrow pola magnetycznego, czujniki pola magnetycznego, nad-
przewodnikowy detektor typu SQUID

8. Efekt Halla i sposoby jego wykorzystania w technice pomiarowej

9-10. Badania nieniszczace materiatow

11. Nowe obszary badan dotyczgce bezstykowych pomiaréw przewodnosci elek-
trycznej

12-13. Zastosowanie programowo definiowanych modutowych systemoéw pomiaro-
wych do testowania obiektéw i wzorcowania. System PXle: architektura i opro-
gramowanie

14-15. Algorytmy pomiaréw wybranych wielko$ci elektrycznych ze skrajnie matg nie-
pewnos$cig

éwiczenia

1.

2.

laboratorium

1-2. Pomiary wielkoséci elektrycznych modutowym systemem pomiarowym USB

3-4. Defektoskopia wiroprgdowa

5-6. Pomiary konduktywnosci elektrycznej materiatow przetwornikiem indukcyjno-
sciowym

7-8. Pomiary wielkosci elektrycznych modutowym systemem pomiarowym PXle
cz.l




9-10. Pomiary wielkosci elektrycznych modutowym systemem pomiarowym PXle
cz.ll

11-12. Wzorcowanie przetwornikéw pomiarowych w systemie PXle

13-14. Zastosowanie wybranych algorytmow pomiarowych w testowaniu i wzorco-
waniu

15. Zaliczenie serii ¢wiczen. Kolokwium koncowe

1-6. Projektowanie systemow pomiarowych do testowania i wzorcowania przyrza-
dow lub przetwornikéw pomiarowych.

7. Zaliczenie projektu 1

projekt 8-14. Opracowanie algorytmow pomiaru wybranych wielko$ci fizycznych w moduto-
wym systemie pomiarowym
15. Zaliczenie projektu 2
; 1.
inne
(jakie) 2.

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol
efektu

Metody sprawdzania efektow uczenia sie

Egzamin
ustny

Egzamin
pisemny

Kolokwium

Projekt

Sprawozdanie

Inne

W01

W02

W03

Uo01

uo2

uo3

KO1




FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

F0|_'m’z: Forma zaliczenia Warunki zaliczenia

zaje€

wykfad Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwium
¢wiczenia
laborato- Uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich sprawozdan.
fium ‘ ‘ Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z kolokwium po serii

¢wiczen laboratoryjnych

. Uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich zadan projekto-
projekt ‘ ‘ wych
inne (jakie) ‘ ‘

*) zostawi¢ tylko realizowane formy zaje¢

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

. - T Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obcigzenie studenta nostka
w C L P
1. Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiow h
30 15 15
3. Inne (konsultacje, egzamin)* 1 1 h
4 Razem przy bezposrednim udziale 62 h
" | nauczyciela akademickiego

Liczba punktéw ECTS, ktérg student

5. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 2,48 ECTS
nauczyciela akademickiego

6. Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 13 h

7 Liczba _punktow ECTS, ktorq_ stuc_ient 052 ECTS
uzyskuje w ramach samodzielnej pracy !

8 Naktad pracy zwigzany z zajeciami 45 h

’ o charakterze praktycznym

Liczba punktow ECTS, ktéra student

9. uzyskuje w ramach zaje¢ o charakterze 1,8 ECTS
praktycznym
Sumaryczne godzinowe obciazenie praca

10. 75 h
studenta

11 Punkty ECTS za modut 3

1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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* wszelkie formy weryfikacji efektéw, w tym egzaminy oraz nie wiecej niz 2 godziny konsultacji dla kazdej formy zaje¢
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Uwaga: wykaz literatury winien uwzgledniac aktualne i dostepne publikacje
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